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ANALITICKE TEHNIKE | GLAVNE PRIMJENE

tehnika mjereno svojstvo glavne primjene

gravimetrija Tezina Cistog analita ili spoja poznate | Kvantitativha analiza za glavne ili
stehiometrije. sporedne sastojke.

volumetrija Volumen standardne otopine Kvantitativha analiza za glavne ili

(titrimetriia) reagensa koji reagira s analitom. sporedne sastojke.

atomska i Valna duljina i intenzitet Kvalitativna, kvantitativna ili strukturna

molekulska elektromagnetskog zracenja koju analiza od glavnog sastojka do razine

spektroskopija analit emitira ili apsorbira. tragova.

masena Masa analifa ili njegovih fragmenata. | Kvalitativna ili strukiurna analiza od

spektrometrija glavnog sastojka do razine tragova;

izotopni sastav.
kromatografija i RazliCita fizikalno-kemijska svojstva Kvalitativno i kvantitativno odvajanje
elektroforeza odvojenih analita. smjesa od razine glavnog sastojka do

tragova.

termicka analiza

Kemijske / fizikalne promjene u
analitu kad se grije ili hladi.

Karakterizacija pojedinacnih sastojaka
ili mijeSanih sastojaka, glavni i sporedni.

elektrokemijska
analiza

Elektricna svojstva analita u otopini.

Kvalitativna i kvantitativha analiza
sastojaka od razine glavnog do tragova.

radiokemijska
analiza
1.6.2017.

Karakteristicno ionizirajuce nuklearno

zraCenje koje emitira analit.
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Kvalitativna i kvantitativha analiza
sastojaka od razine glavnog do tragova.




Atomske | nuklearne analiticke
telhnike

Prednesti:

o multielementnost (H do Pb)

o  osjetljivest (< ppm)

o veliki einamicki raspen (ppm do %)
o mala povrsing uzorka (2r = i pn)
o pozZiciiska esjetljivest (< i wmm)

o necestruktivaest (uglavnen)

o [kratke trajanje analiza (15 min c© i[h))
o minimalna priprema vzerks /

1.6.2017. AAT i NAT, .
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FLUORESCENCUA X= ZRAKA, XRI[F
Eksperimentalni postav
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X-Cljevi

60 kV, 0,27%

intenzitet

1.6.2017.



Dozvoljeni elektronski prijelazi
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X-Ray Emission Lines

A-level and I -level emission lines in KeWV

Mo. Element Kal Ka2 Kbl Lal Laz2 Lbl

3 Li a.85432

£ Be a.1885

5 B a.18232

3 L a.277

7 ] a.3924

8 o a.5249

S F a.6768

1e ke a2 .84845 2 .8486

11 Ma 1.24098 1.a4a898 1.8711

12 Mg 1.25368 1.25360 1.3922

13 al 1.48687a 1.48627 1.55745

14 5i 1.73998 1.73938 1.83594

15 P 2.8137 2.127 2.1391

1le = 2.30784 2.32e564 2.454049

i7 C1l 2.62239 2.62878 2.8156

18 Ar 2.9577a 2.95563 3.1905

19 K 3.3138 3.3111 3.5896

26 Ca 3.689168 2.68889% 4.8127 o.3413 @,34132 @, 2449

21 Sc 4. 8906 4.8861 4. 4605 B.3954 a.3954 B.3995

22 Ti 4.51684 4. .584885 4.92181 8.4522 @,45232 0.4584

23 W 4.9522a 4.294964 5.4272%9 2.5113 28,5112 a.5192

24 Cr 5.41472 5.4a85589 5.94571 B.5728 a.5728 B.5828

25 Fn 5.89875 5.88765 6.4904% a.5374 a8.68374 0.5488

25 Fe B.460384 &.39a54 7.a85798 B.7ase a.785a B.7185

27 Co 6.93832 5.91538 T .549432 a. 7762 a.7762 a.79214

28 Mi T .a4T781S 7 .46889 8.254656 B.8515 a.8515 B.8688

22 Cu 8.284778 8.Q27832 8.98529 a.9297 a.,.9297 2.9498

38 Zn 8.563886 B.61578 Q. .572@a 1.8117 1.2117 1.a347

31 Ga 9.,25174 9,.22482 1&., 2642 1.29792 l1.89792 1.1248

32 Ge 9 .88842 9.85532 18.9821 1.185888 1.18588a 1.2185

2 As 1&.543272 1a.5879% 11.7282 1.282e 1.2828 1.217&

34 Se 11.2224 11.1814 12.4959 1.327918 1.3791a 1.41923

35 Br 11.9242 11.877% 12,2514 1.48843 1.480432 1.52506

35 Kr 12.649 12.598 14.112 1.586E 1.5868 1.6366

37 Rb 13.395= 12,3358 14,9512 1.59413 1.689255 1.75217

38 Sr 14,1652 14.897% 15.8357 1.88656 1.832474 1.87172

39 Y 14,9584 14.882% 16.7378 1.92256 1.92047 1.99584

4a  Zr 15.7751 15.698% 17 .56678 2.84236 2.8399 2.124944

41 Mb 15.5151 16.5218 18.8225 2.16589 2.163a 2.2574

42 Mo 17.47934 17.37432 19,6083 2.29316 2.28985 2.29481

43 Tc 18.3671 18. 2588 2a.5819 2.4248 - 2.5368

44  Ru 19,2792 12,1584 21.5568 2.55855 2.55421 2.68323

45 Rh 28.2161 2a8.a737 22.7236 2.69674 2.6892a5 2.83447
1.6.2017. 46 Pd 21.1771  2l.e2el  23.8187  2.83861  2.83325  2.99822

47 A 22.16292 21 .9963 24 .9424 2.98431 2. 2.15a894
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Pojmovi

A fluorescencija

A X-zrake

A rentgenska cijev
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XRF spektar folije mylara
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Spekiar karakter x- zraka, Si

=Pl (XRF)

Intenzitet
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